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　 　 （ 分 析 方 法 ）
　 本 発 明 に お け る 積 層 体 の 分 析 手 法 は 以 下 の 通 り で あ る 。
積 層 体 表 面 の 原 子 組 成 は 、 オ ー ジ ェ 電 子 分 光 法 （ Ａ Ｅ Ｓ ） 、 蛍 光 Ｘ 線 法 （ Ｘ Ｒ Ｆ ） 、 Ｘ 線
マ イ ク ロ ア ナ ラ イ シ ス 法 （ Ｘ Ｍ Ａ ） 、 分 析 法 （ Ｒ Ｂ Ｓ ） 、 Ｘ 線 光 電
子 分 光 法 （ Ｘ Ｐ Ｓ ） 、 真 空 紫 外 光 電 子 分 光 法 （ Ｕ Ｐ Ｓ ） 、 赤 外 吸 収 分 光 法 （ Ｉ Ｒ ） 、 ラ マ
ン 分 光 法 、 ２ 次 イ オ ン 質 量 分 析 法 （ Ｓ Ｉ Ｍ Ｓ ） 、 低 エ ネ ル ギ ー イ オ ン 散 乱 分 光 法 （ Ｉ Ｓ Ｓ
） 等 に よ り 測 定 で き る 。 ま た 、 積 層 体 中 の 原 子 組 成 及 び 膜 厚 は 、 Ｘ 線 光 電 子 分 光 法 （ Ｘ Ｐ
Ｓ ） や オ ー ジ ェ 電 子 分 光 法 （ Ａ Ｅ Ｓ ） や ２ 次 イ オ ン 質 量 分 析 （ Ｓ Ｉ Ｍ Ｓ ） を 深 さ 方 向 に 実
施 す る こ と に よ っ て 調 べ る こ と が で き る 。
積 層 体 の 構 成 及 び 各 層 の 状 態 は 断 面 の 光 学 顕 微 鏡 測 定 、 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 （ Ｓ Ｅ Ｍ ） 測 定
、 透 過 型 電 子 顕 微 鏡 測 定 （ Ｔ Ｅ Ｍ ） を 用 い て 調 べ る こ と が で き る 。  
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